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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS B 7072-2:2020 は改

正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認

について，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
 B 7072-2：20XX 

光学及びフォトニクス－光学ガラスにおける屈折率

の温度係数の測定方法－第 2 部：干渉法 
Optics and photonics－Measuring method for temperature coefficient of refractive 

index of optical glasses－Part 2 : Interferometry 

 
序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された ISO 6760-2 を基に，技術的内容を変更して作成した日

本産業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。

技術的差異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，干渉法を用いた光学ガラスの屈折率の温度係数の測定方法について規定する。光学ガラス

の温度変化は，光路長の変化を生じる。光路長の変化は，干渉じま（縞）の明暗変化の周期数を用いて干

渉計で測定することが可能である。この規格では，試料の温度を連続的に変化させたときの屈折率の変化

量を測定する試験方法を規定する。 
 
規定する測定方法の対象とする温度範囲は，−40 ℃～80 ℃である。 

規定する測定方法の測定波長範囲は，365 nm～1 014 nm である。 

規定する測定方法の推奨精度は，1×10−6 K−1 である。 

 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 6760-2:2024，Optics and photonics — Test method for temperature coefficient of refractive index of 

optical glasses — Part 2: Interferometric method（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS Z 8120 光学用語 
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ISO 12123 Optics and photonics — Specification of raw optical glass 

3 用語及び定義 
この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS Z 8120 による。 

3.1 
屈折率の温度係数（temperature coefficient of refractive index） 

選択波長における温度変化に対する屈折率変化の比 

3.2 
絶対屈折率の温度係数， Δnabs/ΔT （temperature coefficient of absolute refractive index） 

選択波長における真空中の屈折率変化の温度変化に対する比 

3.3 
相対屈折率の温度係数， Δnrel/ΔT （temperature coefficient of relative refractive index） 

選択波長における気圧 1.013 25×105 Pa 及び相対湿度 0 %の空気に対する屈折率変化の温度変化に対す

る比 

注釈 1 この Δnrel/ΔT の定義は，特定の圧力及び湿度に対するものである。Δnrel/ΔT は，他の圧力及び湿

度に対してもその条件における空気の屈折率を計算することによって，算出することが可能で

ある。 

3.4 
温度可変容器（thermal chamber） 

試料の温度を任意の速度で，昇温及び／又は降温ができる容器 

注釈 1 JIS B 7072-1[1]では，thermal chamber を“サーマルチャンバー”としており，対応国際規格にお

ける英語表記は同じであるが，必要な機能は異なるため，この規格では用語及び定義を変更し

ている。 
 

4 原理 

屈折率の温度係数は，附属書 C によって得られる式(1)又は式(2)で算出される。これらの式の導出は，附

属書 C に記載している。 

注記 1 この規格では“光”という用語は，人間の目に見える光放射だけでなく，赤外及び紫外スペクト

ルの放射にも使用している。 

注記 2 JIS Z 8000-5[5]では，摂氏温度の記号は“t”，熱力学温度の記号は“T”と規定されているが，こ

の規格では，いずれの温度にも“T”を用いている。 
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ここで absΔ
Δ
n
T

：試料の絶対屈折率の温度係数（K−1）  

 1
2

：フィゾー干渉計（ダブルパス干渉計）のスケールファクター 

 λ：屈折率温度係数測定の波長（m） 
 L：測定試料の長さ（m） 
 f：ΔT に対応する試料の光路長変化に伴う干渉じま（縞）の明暗変化の周期数 
 ΔT：試料の温度を変化させる前後の温度差（K） 
 nabs：試料の絶対屈折率 
 nrel：試料の相対屈折率 
 αl：試料の線膨張係数（K−1） 

注記 3 式(1)と式(2)との違いは，線膨張由来の光路長変化の影響の算出に，絶対屈折率を使用するか，

相対屈折率を使用するかの違いである。この場合，いずれの屈折率を使用してもその差は軽

微であり，いずれの式も使用することが可能である（附属書 C 参照）。 

5 測定装置 

5.1 一般 

測定装置は，次によるほか，5.2～5.9 の要件に適合しなければならない。 

a) 測定装置では，測定試料そのものが干渉空間を構成するフィゾー干渉（ダブルパス干渉）測定原理を

使用する。 

b) 干渉空間の明暗変化の周期を読み取る分解能は，1/10 周期より細かくなければならない。 

測定装置の概略図の一例を，図に示す。 
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記号説明 

1：試料 11： 試料の光路長変化測定用検出器 
2：温度可変容器 12： 膨張測定用光源 
3：透過型参照平面板 13： 膨張測定用ビームスプリッタ 
4：反射型参照平面板 14： 膨張測定用検出器 
5：窓 15： 真空計 
6：加熱・冷却ユニット 16： 気圧計 
7：温度計 17： 緩衝室（柔軟なビニール袋など） 
8：測定試料の長さ a： 真空ポンプへの接続 
9：試料の光路長変化測定用光源 b： ドライエア吸入口 

10：光路長変化測定用ビームスプリッタ   
図 1－フィゾー干渉（ダブルパス干渉）式測定装置の概略図の一例 

5.2 光源 

光路長変化測定用及び線膨張係数測定用ともに，必要な精度で干渉じま（縞）を得るために十分な光強

度，単色性及び可干渉性をもつ光源を用いる。 

光路長変化測定用光源の波長と線膨張係数測定用光源の波長αとは，同じである必要はない。 

光源は，レーザのように試験の精度，正確さ，再現性を可能にする十分な照度を備えなければならない。 

注記 光源の例は，JIS B 7090 [2]の表 1～表 3 に記載されている。 

5.3 温度可変容器 

温度可変容器は，光路長の変化を観察するための窓を備え，次による。 
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a) 測定する温度間で試料の温度を変化させる機能を備えている。 

b) 試料の温度分布を 1.0 K 以内に維持する能力をもつ。 

c) 試料の温度を±0.2 K より良い精度で測定できる温度計を備える。 

d) 結露を防止するため，相対湿度 0 %の乾燥空気で満たすか，又は残留圧力 10 Pa 未満の真空にする能

力をもつ。温度可変容器内を乾燥空気で満たす場合，温度可変容器内の気圧が容器周囲の大気圧と同

じになる構造とする。 

e) 温度可変容器の窓は石英ガラス製とし，対向面のくさび（楔）角は約 6 分角（0.1°）とし，両面を研

磨する。 

注記 石英ガラスは，広い波長域で透過率が高く，温度変化に対する耐久性が高く，割れにくいた

め使用されている。 

5.4 平面板 

2 枚の平面板（一方は透過型参照平面板，他方は反射型参照平面板）を用い，干渉作用を利用して光路

長の変化とともに試料の線膨張係数を測定する。温度可変容器の中で，試料は 2 枚の平面板の干渉面で挟

まれる。各干渉面は，試料の各干渉面と平行でなければならない。例としては，点接触，線接触，面接触

などがある。点接触の例を，図 2 に示す。試料と平面板の接触点は同一平面上にある。面接触，線接触の

平面板の例を，附属書 F に示す。 

2 枚の平面板の要求事項は，次による。 

a) 透過型参照平面板及び反射型参照平面板は，それぞれに 6 分角（0.1°）程度のくさび（楔）角を付け

て両面を研磨した石英ガラス，又は極低膨張ガラスセラミックス材を用いる。 

b) 干渉作用に用いる面の平面度は，/2（線膨張係数測定波長の 1/2）以下とする。 

c) 透過型参照平面板には，測定試料の光路長変化測定の光路確保のため，中央に孔を設ける。 

d) 反射型参照平面板の干渉に関与しない裏面は，研磨せずに擦りガラス面としてもよい。この場合は，

参照平面板のくさび（楔）角は必要ない。 

e) 反射型参照平面板の測定試料側平面の測定試料の光路長測定に用いる光が当たる範囲は，反射を防止

する加工を行う。例えば，砂面加工，該当位置に孔をあけてドーナツ形とする加工などがある。 
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記号説明 

1： 試料 

2： 透過型参照平面板 

3： 反射型参照平面板 

4： 接触点 

図 2－試料と 2 枚の平面板との点接触の例 

5.5 試料の光路長変化測定用干渉計 

試料の光路長変化測定用干渉計は，試料の温度を変化させながら試料の光路長変化を測定できなければ

ならない。 

5.6 膨張測定用干渉計 

膨張測定用干渉計は，試料の温度を変化させながら試料の長さ変化を測定できなければならない。 

5.7 検出器 

検出器は，干渉測定に使用する光の波長に感度があり，試料からの反射光の干渉による明暗変化，及び
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2 枚の平面板からの反射光の干渉による明暗変化を検出できなければならない。また，干渉信号の最大値

と最小値との間の範囲の光強度を，少なくとも 256 階調に分解可能でなければならない。 

5.8 温度計 

試料の温度測定に使用する温度計は，0.2 K 以下の測定精度とする。 

さらに，温度可変容器内が乾燥空気で満たされている場合は，2 枚の平面板間の空間の温度を，0.2 K 以

下の測定精度をもつ第 2 の温度計を用いて測定する。ただし，2 枚の平面板の間の温度と試料の温度に差

がない場合は，試料の温度を平面板の間の温度とみなしてもよい。試料の温度を測定する温度計は，真空

による熱伝導の断絶を避けるため，試料に接触させる。 

5.9 気圧計 

気圧計は，温度可変容器内に乾燥空気を充塡する場合においては，0.05 kPa 以下の測定精度とする。温

度可変容器内の気圧が容器周囲の気圧と同じになる構造の場合は，温度可変容器とは独立した気圧計を使

用してもよい。真空中では，気圧計は気圧が 10 Pa 未満であることを保証するのに適したものとする。 

6 測定試料 

測定試料は，次による。 

a) 試料の材料は，複屈折による位相差が 1 cm 当たり 5 nm を超えないように十分にアニールする。脈理，

泡，異物などの目に見える欠陥を含む材料は使用してはならない。使用する材料は，ISO 12123 に規

定する脈理のグレードが SW30 以下，泡及び異物がそれぞれグレード IC10 以下，及び IN030 以下で

なければならない。 

b) 試料は，平行及び平たん（坦）な 2 面の研磨面をもつ。平行平面板の寸法・形状は，測定する光路長

の変化量，測定試料の温度分布，測定光の可干渉性を考慮し，直径 20 mm～25 mm，試料の長さ 5 mm
程度とすることが望ましい。 

注記 1 測定には光路長が長い方が有利であり，温度分布には試料の長さが短い方が有利である。必

要な光路長及び温度分布の両方を満たす試料の長さは約 5 mm である。 

c) 対向平面の平行度は 10 秒角（約 0.003°）以下とし，平面度は/2（測定波長の 1/2）以下とする。 

d) 基準温度 T0 における絶対屈折率 nabs(T0)又は相対屈折率 nrel(T0)が 1×10−4 以下の精度で既知でなければ

ならない。屈折率の温度係数の精度は膨張係数の精度に大きく依存するため，屈折率の精度は 1×10-4

以下で十分である。T0 は，23 ℃±2 ℃ の範囲内の任意の温度とする。 

注記 2 絶対屈折率 nabs(T0)及び相対屈折率 nrel(T0)は，屈折率の温度係数測定に用いる試料と同じ試料

で測定することは困難であるため，例えば屈折率の温度係数測定用試料に隣接するガラス材

料部分から屈折率測定用試料を作製し，基準温度 T0 における相対屈折率 nrel(T0)を JIS B 7071-
1[3]又は JIS B 7071-2[4]によって測定することが可能である。 

7 測定手順 

測定手順は，次による。 

a) 試料を 2 枚の平面板で挟み（図 2 参照），干渉式測定装置（図 1 参照）の温度可変容器内に，試料及び

平面板間の干渉じま（縞）が認められる状態に設置する。 
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b) 温度可変容器内を，相対湿度 0 ％の乾燥空気で満たすか，又は真空度 10 Pa 以下とする。 

c) 試料の温度を，求めたい温度範囲の下限温度より 10 K 低い温度以下にして測定を開始し，上限温度よ

り 10 K 高い温度以上に昇温する。又は，その逆でもよい。測定中の昇温又は降温速度は，試料内の温

度分布が 1.0 K 以内になる速度で行う。試料内の温度分布が 1.0 K 以内になる速度は測定器によって

異なるため，予備試験で確認する。一般的な加熱速度及び温度分布は，附属書 G を参照。 

d) 測定中（温度変化のいずれかの方向），試料の温度及び干渉じま（縞）が明から暗に変化する周期数 f
を連続的に記録する。記録には検出器が使用可能である。検出器の仕様については，附属書 D を参照。

干渉じま（縞）の明暗変化の読取り分解能は，1/10 周期以下とする。同時に，2 枚の平面板の間の干

渉空間の干渉じま（縞）の明暗変化の周期数 fを連続的に測定する。この場合，干渉じま（縞）の明

暗変化の読取り分解能は，1/10 周期以下とする。二つの温度間の干渉じま（縞）の明暗変化の周期数

を求める手順の例については，附属書 E を参照。 

e) 温度可変容器内が相対湿度 0 ％の乾燥空気で満たされている場合，c)及び d)と同時に，平面板間の乾

燥空気の温度を連続的に記録する。 

f) 温度可変容器内が相対湿度 0 ％の乾燥空気で満たされている場合は，c)及び d)と同時に，温度可変容

器内の気圧を測定し記録する。温度可変容器内の気圧が容器周囲の気圧と同じになる構造の場合は，

温度可変容器近傍の気圧の測定で代用してもよい。 

8 計算 

8.1 絶対屈折率の温度係数 

式(3)に従い絶対屈折率の温度係数を算出する。絶対屈折率の温度係数を温度と波長との関数として表し

た式については，JIS B 7072-1[1]を参照。 
 

 abs
abs 0

1
2 l

n f n T
T L T

 
    

 
 ············································································· (3) 

  
ここで， absn

T



： 測定試料の絶対屈折率の温度係数（K−1） 

 1
2

： フィゾー干渉計（ダブルパス干渉計）の干渉計スケー

ルファクター 

 λ： 真空中の屈折率温度係数測定波長（m） 
 L： 測定試料の長さ（m） 
 

f： ΔT に対応する測定試料の光路長変化に伴う干渉じま

（縞）の明暗変化の周期数 
 ΔT： 試料の温度差（K） 
 nabs(T0)： 温度 T0 ℃における試料の絶対屈折率 
 T0： 測定試料の屈折率を測定する基準温度。23 ℃±2 ℃ 
 αl： 測定試料の線膨張係数（K−1） 

注記 算出する温度範囲は任意である。試料の温度差 ΔT が 20 K の場合，一般的には六つの温度範囲

（−40 ℃～−20 ℃，−20 ℃～0 ℃，0 ℃～20 ℃，20 ℃～40 ℃，40 ℃～60 ℃及び 60 ℃～80 ℃）で

ある。 

8.2 試料の線膨張係数 
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8.1 の式(3)を計算するために必要な測定試料の線膨張係数の算出は，次による。 

a) 温度可変容器内が真空の場合は，式(4)によって算出する。 

 

1
2l

f
L T
  

 


 ······································································································ (4) 

b) 温度可変容器内が相対湿度 0 %の乾燥空気で満たされている場合は，式(5)によって算出する。 
 

   
air

air air

( )1 1
2 , ,l

f n p
L T n T p T n T p

 



  
   

  
 ····················································· (5) 

 
ここで， αl： 測定試料の線膨張係数（K−1） 
 1

2
： フィゾー干渉計（ダブルパス干渉計）のスケールファ

クター 
 

fα： ΔTに対応する 2 枚の平面板に挟まれた干渉空間の干

渉じま（縞）の明暗変化の周期数 
 λα： 線膨張係数測定波長（m） 
 L： 測定試料の長さ（m） 
 

ΔTα： 2 枚の平面板に挟まれた干渉空間の空気の温度変化量

（K） 
 

nair(T,p)： 2 枚の平面板に挟まれた干渉空間の空気の温度 T 及び

気圧 p における空気の屈折率 
 T： 屈折率の温度係数を算出する温度範囲の中央値（℃） 
 

p： 屈折率の温度係数を算出する温度範囲の測定中にお

ける温度可変容器内の平均気圧（Pa） 
 

air ( )n p
T




： 屈折率の温度係数の温度範囲の気圧 p における空気

の屈折率の温度係数（K−1） 

 

8.3 相対屈折率の温度係数 

8.1 で求めた絶対屈折率の温度係数を用いて，式(6)によって相対屈折率の温度係数を算出する。算出す

る温度範囲は任意である。各波長に対する空気中の屈折率の温度係数を，表 1 に示す。T1 及び T2 における

試料の絶対屈折率は，附属書 B に従って算出する。Δnrel/ΔT の導出及び検証については，JIS B 7072-1[1]を
参照。 

 

   abs 1 abs 2rel abs air

2
n T n Tn n n

T T T
  

  
  

 ····································································· (6) 

 
ここで， reln

T



： 測定試料の相対屈折率の温度係数（K−1） 

 
absn
T




： 測定試料の絶対屈折率の温度係数（K−1） 
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airn
T




： 空気の屈折率の温度係数（K−1） 

 nabs(T1)： 温度 T1 における試料の絶対屈折率 
 nabs(T2)： 温度 T2 における試料の絶対屈折率 

 
表 1－空気の屈折率の温度係数（気圧 1.013 25×105 Pa，相対湿度 0 %） 

スペクト

ル線 
波長 

（nm） 

各温度範囲の Δnair/ΔT （10−6 K−1） 
−40 ℃～ 
－20 ℃ 

−20 ℃～

0 ℃ 
0 ℃～ 
20 ℃ 

20 ℃～ 
40 ℃ 

40 ℃～ 
60 ℃ 

60 ℃～ 
80 ℃ 

i 365.01 −1.40 −1.19 −1.03 −0.90 −0.79 −0.70 
h 404.66 −1.38 −1.18 −1.02 −0.89 −0.78 −0.69 
g 435.83 −1.38 −1.17 −1.01 −0.89 −0.78 −0.69 
F' 479.99 −1.37 −1.17 −1.01 −0.88 −0.77 −0.69 
F 486.13 −1.37 −1.17 −1.01 −0.88 −0.77 −0.69 
e 546.07 −1.36 −1.16 −1.00 −0.88 −0.77 −0.68 
d 587.56 −1.36 −1.16 −1.00 −0.87 −0.77 −0.68 

He-Ne 632.8 −1.35 −1.16 −1.00 −0.87 −0.77 −0.68 
C' 643.85 −1.35 −1.16 −1.00 −0.87 −0.77 −0.68 
C 656.27 −1.35 −1.15 −1.00 −0.87 −0.77 −0.68 
r 706.52 −1.35 −1.15 −1.00 −0.87 −0.76 −0.68 
t 1 013.98 −1.34 −1.15 −0.99 −0.86 −0.76 −0.67 

9 屈折率の温度係数の表し方 

絶対屈折率の温度係数及び相対屈折率の温度係数の表し方は，8.1 及び 8.3 で算出した 10-6 K-1 の値を小

数点第 1 位に四捨五入する。例を表 2 に示す。 

 

表 2－屈折率の温度係数の表し方の例 

 

スペクトル

線 
波長 

（nm） 

各温度範囲の Δn /ΔT (10−6 K−1) 
−40 ℃～ 
−20 ℃ 

−20 ℃～ 
0 ℃ 

0 ℃～ 
20 ℃ 

20 ℃～ 
40 ℃ 

40 ℃～ 
60 ℃ 

60 ℃～ 
80 ℃ 

d 587.56 3.8 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 

10 試験報告書 

試験報告書には，次の事項を含めなければならない。 

a) 使用した方法（干渉法） 

b) この規格の番号（すなわち，JIS B 7072-2） 

c) 測定試料を示す番号（硝種名，ロット番号など） 

d) 測定日 

e) 算出した絶対屈折率の温度係数 

f) 算出した相対屈折率の温度係数 
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g) 手順からの逸脱 

h) 測定中に気付いた事項  
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附属書 A 
（参考） 

空気の屈折率の計算式 
 

空気の屈折率は，参考文献[6]及び[7]に示された式に基づき，式(A.1)～式(A.6)から求めることが可能であ

る。式(A.1)～式(A.6)を用いることによって，波長範囲 300 nm～1 700 nm，温度範囲−40 ℃～100 ℃，気圧

範囲 10 kPa～140 kPa，相対湿度範囲 0 %～100 %において，光学ガラスの屈折率の温度係数を，この規格

で要求している精度で算出するために必要な精度で，空気の屈折率を求めることが可能である。 

注記 1 参考文献[6]の式は，エドレン（Edlén）の式と呼ばれる。 

注記 2 参考文献[6]の式は，相対湿度に関する項を温度に依存しない形式で表している。式(A.1)は，参考

文献[6]に示された式の相対湿度に関する項を，広い温度範囲での計算精度を向上させるために修

正している[7]。 

注記 3 空気の屈折率の値は，参考文献[7]にあるシドー（Ciddor）の式を用いて算出することも可能であ

る。 

注記 4 飽和水蒸気圧を求める式(A.6)は参考文献[8]に記載され，マグナス（Magnus）の式と呼ばれる。 

 

     10
air air,dry SV

292.75, , , 10 3.734 5 0.040 1
273.15

n T p n T p S p
T

        


 ········ (A.1) 

   S
air,dry

1
, 1

p n X
n T p

D


   ············································································· (A.2) 

8
S 1 10

130 38.9
B Cn A

S S
        

··································································· (A.3) 

 81 10
1

E F T p
X

G T

   


 
 ················································································ (A.4) 

2
1S


  ·············································································································· (A.5) 

2
SV

17.626.112 10 exp
243.12

Tp
T

      
 ··································································· (A.6) 

 

 ここで， nair(T,p,φ)：温度 T，気圧 p及び相対湿度 φ における空気の屈折率 
  nair,dry(T,p)：温度 T，気圧 p における乾燥空気の屈折率 

 
  T：温度（℃） 
  p：気圧（Pa） 
  S：1/λ2（μm−2） 
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  λ：真空中の光の波長（μm） 
  Psv：温度 Tにおける水蒸気の飽和分圧（Pa） 
  φ：空気の相対湿度［0～1（0 ％～100 ％に相当）の範囲］ 
  A = 8 342.54 

  B = 2 406 147 

  C = 15 998 

  D = 96 095.43 

  E = 0.601 

  F = 0.009 72 

  G = 0.003 661 

これらの式に，実際の数値を入れて計算した代表的なスペクトル線の空気の屈折率の値を，表 A.1 に示

す。 
 

表 A.1－空気の屈折率（気圧 1.013 25×105 Pa，相対湿度 0 %） 

スペクトル線 
波長（nm） 

－40 ℃ －20 ℃ 0 ℃ 20 ℃ 40 ℃ 60 ℃ 80 ℃ 

i 
365.01 

1.000 352 35 1.000 324 45 1.000 300 63 1.000 280 07 1.000 262 13 1.000 246 34 1.000 232 35 

h 
404.66 

1.000 349 34 1.000 321 68 1.000 298 07 1.000 277 68 1.000 259 89 1.000 244 24 1.000 230 36 

g 
435.83 

1.000 347 57 1.000 320 05 1.000 296 55 1.000 276 27 1.000 258 57 1.000 243 00 1.000 229 19 

F' 
479.99 

1.000 345 66 1.000 318 29 1.000 294 92 1.000 274 75 1.000 257 15 1.000 241 67 1.000 227 93 

F 
486.13 

1.000 345 44 1.000 318 08 1.000 294 73 1.000 274 57 1.000 256 98 1.000 241 51 1.000 227 79 

e 
546.07 

1.000 343 66 1.000 316 44 1.000 293 22 1.000 273 16 1.000 255 66 1.000 240 27 1.000 226 61 

d 
587.56 

1.000 342 74 1.000 315 60 1.000 292 43 1.000 272 43 1.000 254 98 1.000 239 63 1.000 226 01 

He-Ne 
632.8 

1.000 341 95 1.000 314 87 1.000 291 76 1.000 271 80 1.000 254 39 1.000 239 07 1.000 225 49 

C' 
643.85 

1.000 341 78 1.000 314 72 1.000 291 61 1.000 271 67 1.000 254 27 1.000 238 95 1.000 225 38 

C 
656.27 

1.000 341 60 1.000 314 55 1.000 291 46 1.000 271 52 1.000 254 13 1.000 238 83 1.000 225 26 

r 
706.52 

1.000 340 98 1.000 313 97 1.000 290 93 1.000 271 03 1.000 253 67 1.000 238 39 1.000 224 85 

t 
1 013.98 

1.000 338 97 1.000 312 13 1.000 289 22 1.000 269 44 1.000 252 18 1.000 236 99 1.000 223 53 
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附属書 B 
（規定） 

屈折率の温度係数を用いた任意の温度における 
測定試料の絶対屈折率の計算 

 

B.1 屈折率の計算式 

温度 T における測定試料の絶対屈折率 nabs(T)は，試料の基準温度 T0 における既知の屈折率が絶対屈折率

nabs(T0)であるか相対屈折率 nrel(T0)であるかに応じて，式(B.1)又は式(B.2)から算出する。式(B.2)を用いる場

合，基準温度 T0 における空気の屈折率 nair(T0)は，式(A.1)から算出が可能である。 
 

   abs abs 0 absΔn T n T n   ···················································································· (B.1) 

     abs rel 0 air 0 absΔn T n T n T n    ········································································ (B.2) 

ここで， nabs(T)： 温度 T における試料の絶対屈折率 
 nabs(T0)： 基準温度 T0 における試料の絶対屈折率 
 nrel(T0)： 基準温度 T0 における試料の相対屈折率 
 nair(T0)： 基準温度 T0 における空気の屈折率 

 Δnabs： 絶対屈折率の温度係数及び温度変化量から求められる屈折

率の変化 

屈折率温度係数は温度範囲によって異なるので，T の値によって，式(B.3)～式(B.8)のいずれかを用いて，

式(B.1)又は式(B.2)における Δnabs を算出する。 

この規格において，基準温度 T0 は，23 ℃±2 ℃である。 

B.2 任意の温度 Tにおける屈折率変化の計算式 

a) −40 ℃≦T＜−20 ℃の場合の計算式 

 

 

0

abs abs
abs, , 0

20,40 0,20

abs abs

20,0 40, 20

Δ ΔΔ 20 20
Δ Δ

Δ Δ                20 20
Δ Δ

T T
n nn T
T T

n nT
T T  

          
   

          
   

 ············································ (B.3) 

 
b) −20 ℃≦T＜0 ℃の場合の計算式 

 
0

abs abs abs
abs, , 0

20,40 0,20 20,0

Δ Δ ΔΔ 20 20
Δ Δ ΔT T
n n nn T T
T T T 

                
     

 ······················ (B.4) 

c) 0 ℃≦T＜20 ℃の場合の計算式 
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   
0

abs abs
abs, , 0

20,40 0,20

Δ ΔΔ 20 20
Δ ΔT T
n nn T T
T T

           
   

 ········································ (B.5) 

 
d) 20 ℃≦T＜40 ℃の場合の計算式 

 
0

abs
abs, , 0

20,40

ΔΔ
ΔT T
nn T T
T

    
 

 ··········································································· (B.6) 

 
e) 40 ℃≦T＜60 ℃の場合の計算式 

   
0

abs abs
abs, , 0

20,40 40,60

40 40T T
n nn T T
T T

                 
 ········································· B.7) 

 
f) 60 ℃≦T＜80 ℃の場合の計算式 

   
0

abs abs abs
abs, , 0

20,40 40,60 60,80

40 20 60T T
n n nn T T
T T T

                           
 ·············· (B.8) 

ここで， T： 任意温度（℃） 
 T0： 基準温度（23 ℃±2 ℃） 

 Δnabs,T0,T： 絶対屈折率の温度係数及び温度変化量から求めた屈折

率変化 

 abs

40, 20

n
T  

 
  

： −40 ℃～−20 ℃での絶対屈折率の温度係数 

 abs

20,0

n
T 

 
  

： −20 ℃～0 ℃での絶対屈折率の温度係数 

 abs

0,20

n
T

 
  

： 0 ℃～20 ℃での絶対屈折率の温度係数 

 abs

20,40

n
T

 
  

： 20 ℃～40 ℃での絶対屈折率の温度係数 

 abs

40,60

n
T

 
  

： 40 ℃～60 ℃での絶対屈折率の温度係数 

 abs

60,80

n
T

 
  

： 60 ℃～80 ℃での絶対屈折率の温度係数 
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附属書 C 

（参考） 
連続的な温度変化における屈折率の温度係数 

 

試料の長さ L，及び絶対屈折率 nabs の平行平面で研磨された光学ガラス試料の表面に光源からの光が垂

直に入射すると，表面と裏面からの反射光とが干渉して，干渉じま（縞）が発生する。試料の温度を連続

的に変化させると，試料の長さの変化 ΔL と屈折率の変化 Δnabs とによって，試料内の光路の往復の光路長

の変化（2×Δs）が生じる。この光路長の変化を干渉じま（縞）の明暗変化の周期数 f として読み取る。同

時に試料の温度変化 ΔT も読み取り，光路長変化の温度係数を算出する。この光路長変化の温度係数は，

屈折率の温度係数による光路長変化の温度係数［(Δnabs/ΔT)×L］と線膨張による光路長変化の温度係数

［(ΔL/ΔT)×nabs ］との和で表される［式(C.1)参照］。屈折率の温度係数は，光路長変化の温度係数（Δs/ΔT）
と（1/L）との積から，線膨張係数［ΔL/(L×ΔL)］と当該温度範囲における屈折率との積を減算することに

よって導かれる［式(C.2)及び式(C.3)参照］。 

abs
abs

ΔΔ Δ
Δ Δ Δ

ns LL n
T T T
     ··················································································· (C.1) 

abs
abs

Δ 1 Δ 1 Δ
Δ Δ Δ
n s L n
T L T L T

      ············································································ (C.2) 

線膨張係数を αl と置き換えて，式(C.3)のように表すことも可能である。 

abs
abs

Δ 1 Δ
Δ Δ l
n s n
T L T

     ····················································································· (C.3) 

干渉計による光路長変化は，フィゾー干渉計（ダブルパス干渉計）構成のセットアップ条件を考慮した

干渉計スケールファクタ（1/2），干渉じま（縞）の明暗変化の周期数 f，及び光路長変化測定用光源の波長

λ を用いて，式(C.4)によって算出される。 
1Δ
2

s f     ···································································································· (C.4) 

式(C.4)を式(C.3) に代入すると，絶対屈折率の温度係数を求める式(C.5)となる。 

abs
abs

Δ 1
Δ 2 Δ l
n f n
T L T

 
   


 ················································································ (C.5) 

式(C.5)において，線膨張による光路長の変化を除去するための項（−αl×nabs）における試料の屈折率は

絶対屈折率 nabs であるが，相対屈折率 nrel を用いて算出してもその差は小さく，一般的な光学ガラスの屈折

率の温度係数では，その差は最大で約 9 16 10  K  にとどまる。したがって，データ処理の利便性を考慮

し，相対屈折率を用いて式(C.6)によって絶対屈折率の温度係数を算出してもよい。 

abs
rel

Δ 1
Δ 2 Δ l
n f n
T L T

 
   


 ················································································ (C.6) 

式(C.5)又は式(C.6)で求めた絶対屈折率の温度係数から，8.3 の式(6)で相対屈折率の温度係数が算出され

る。そこで必要となる温度幅 ΔT の上下境界温度における絶対屈折率は，基準温度 T0 で測定した絶対屈折

率 nabs(T0)を用いて式(B.1)から，又は相対屈折率 nrel(T0)を用いて式(B.2）から算出される。 
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測定原理の概念図を，図 C.1 に示す。この図は，試料の温度が変化すると試料の屈折率と試料の長さが

変化し，光路長が変化して試料の裏面反射光の位相がずれ，裏面反射光と表面反射光の干渉光の強度が変

化することを示している。 

記号説明 

1：試料 
2：屈折率の温度係数（Δn/ΔT）による試料内の波長変化 Δλ 
3：線膨張係数 αlによる試料の長さ変化 ΔL 
4：入射光 
5：試料の前面からの反射光 
6：試料の裏面からの反射光 
7：条件 1 
8：条件 2 
9：干渉 

注記 条件 1 と条件 2 とでは，温度が異なる。 

 

図 C.1－温度変化に伴う試料内の光路長変化及び反射光干渉の概念図 
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附属書 D 
（参考） 
検出器 

 

D.1 検出器の選択 

CCD 素子のような空間分解能をもつ撮像素子，フォトダイオードのような空間分解能をもたない光強度

検出器をこの方法に使用することが可能である。干渉じま（縞）に傾き成分が含まれる場合，すなわち観

察領域内に複数の干渉じま（縞）が観察される場合，空間分解能のない光強度検出器では干渉じま（縞）

の明暗コントラストが悪化するが，空間分解能のある撮像素子を使用することで解決可能である。  

D.2 撮像素子 

撮像素子の使用方法は，次のとおりである。 

a) 干渉じま（縞）像は，撮像素子の像面に投影される（図 D.1 参照）。 

b) 干渉じま（縞）の移動量は，一つ以上の画素の干渉じま（縞）の光強度の情報から観察される。 

c) 撮像素子から使用可能な信号を抽出するには，適切な画像処理装置を使用する。 
 

記号説明 

1：光源 5：ビームスプリッタ 
2：コンデンサーレンズ 6：試料又はキャビティ 
3：ピンホール 7：撮像素子 
4：コリメーターレンズ   

図 D.1－撮像素子使用時のセットアップ例 
 

D.3 光強度検出器 
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光強度検出器の使用方法は，次のとおりである。 

a) 干渉じま（縞）の像は，レンズ又はミラーによって光強度検出器上に集光される（図 D.2 参照）。 

b) 干渉じま（縞）の移動量は，光強度検出器に入射する干渉光の強度情報から観測される。 

c) 光強度検出器から使用可能な信号を抽出するには，適切な信号処理装置を使用する。 

記号説明 

1：光源 5：ビームスプリッタ 
2：コンデンサーレンズ 6：試料又はキャビティ 
3：ピンホール 7：光強度検出器 
4：コリメーターレンズ   

図 D.2－光強度検出器使用時のセットアップ例 
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附属書 E 
（参考） 

二つの温度間の干渉じま（縞）の明暗変化の周期数の求め方 
 

二つの温度間の干渉じま（縞）移動による明暗変化の周期数を求める手順の一例を，次に示す。 

a) 連続的に上昇する試料の温度に対して，その時点で得られた検出器からの出力をプロットする（図 E.1
参照）。 

b) 図 E.1 のように，干渉光の明るさのピークとボトムとの位置の温度を番号で示す。 

c) この例ではピーク位置からスタートしているが，ボトム位置からスタートすることもある。 

d) ここで得られた温度は，干渉じま（縞）移動による明暗変化の 0.5 周期ごとの温度である。 

e) b)で得た温度 T に対する観測最初のピーク位置（T1 のとき）からの干渉じま（縞）移動の周期数 N を

プロットする（図 E.2）。 

f) 温度 T を説明変数，観測最初のピーク位置からの干渉じま（縞）移動の周期数 N を従属変数として，

b)で得た温度を用いて任意の近似式を求める。図 E.2 の例では，式(E.1)で示される 4 次関数が用いら

れている。 

  4 3 2N T a T b T c T d T e          ······························································ (E.1) 

ここで， N(T)：温度 Tにおける観測最初のピーク位置からの干渉じま（縞）移動の周期数 
 T：試料の温度（℃） 
g) 温度 TH と TL との間の干渉じま（縞）の移動による明暗変化の周期数 f は，次のように求められる。 

H Lf N N   ······································································································ (E.2) 

ここで， NH：
温度 TH に対応する近似式から得られた観測最初のピーク位置からの干渉じま（縞）移

動の周期数 

 
NL：

温度 TL に対応する近似式から得られた観測最初のピーク位置からの干渉じま（縞）移

動の周期数 
 f：温度 TH と TL との間の干渉じま（縞）移動による明暗変化の周期数 
 TH：温度係数を算出する温度範囲の高温側温度（℃） 
 TL：温度係数を算出する温度範囲の低温側温度（℃） 
 

 

 



21 
B 7072-2： 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

 

記号説明 

T：試料の温度（℃） 
Tn：干渉じま（縞）光強度のピーク位置又はボトム位置の試料の温度（℃） 

Tmin：測定開始温度（℃） 
Tmax：測定終了温度（℃） 

I：干渉光強度（－） 

図 E.1－昇温測定時での温度と干渉光強度との関係の例 
 

記号説明 

T：試料の温度（℃） 
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Tn：干渉じま（縞）光強度のピーク位置又はボトム位置の試料の温度（℃） 
N：観測最初のピーク位置からの干渉じま（縞）移動の周期数 
f：温度 TH と温度 TL との間の干渉じま（縞）の明暗変化の周期数 

ΔT：温度係数を算出する温度幅（温度 TH と温度 TL との温度差）（K） 

図 E.2－昇温測定時での温度と干渉じま（縞）移動の周期数との関係 
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附属書 F 
（参考） 
平面板の例 

 

面接触及び線接触の平面板の例を，図 F.1 及び図 F.2 に示す： 

 
記号説明 

1：参照面 
2：裏面 
3：孔 

図 F.1－面接触の平面板の例 
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記号説明 

1：参照面 
2：裏面 
3：孔 
4：接触線 

図 F.2－線接触の平面板の例  
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附属書 G 
（規定） 

試料の加熱速度及び温度分布 
 

試料内の温度分布と伝熱量 Φ との関係は，式(G.1)で求めることが可能である。試料内の温度分布を ΔT
以下にしたい場合は，伝熱量は，この式で求められる値以下でなければならない。 

ΔS T
L
  

  ································································································· (G.1) 

試料の加熱速度と伝熱量との関係は，式(G.2)で求めることが可能である 

c m
 


 ·········································································································· (G.2) 

 

ここで， Φ：試料の伝熱量（W） 
 S：伝熱面積（m2） 
 χ：熱伝導率（W･m−1･K−1） 
 ΔT：試料内の温度差（K） 
 L：熱伝導方向の距離（m） 
 c：比熱容量（J･g−1･K−1） 
 m：試料の質量（g） 
 β：試料の加熱速度（K･s−1） 

図 1 の測定装置及び図 F.1 の平面板を真空中で使用する場合，ΔT が 1.0 K で，試料の片平面側に伝熱領

域がある場合の加熱速度の上限の例を，表 G.1 に示す。 
 

表 G.1－試料の加熱速度の上限の例 

試料の熱的特性 試料の寸法 
ΔT 

（K） 
S 

（m2） 
L 

（m） 
Φ 

（W） 
β 

（K･s−1） 
χ 

（W･m−1･K−1） 
c 

（J･g−1･K−1） 
直径 
（m） 

長さ 
（m） 

質量 
（g） 

0.6 0.6 0.025 0.005 9.1 1.0 0.000 5 0.025 0.06 0.01 
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附属書 JA 
（参考） 

JIS と対応国際規格との対比表 

 
JIS B 7072-2 ISO 6760-2:2024, （MOD） 

 
a) JIS の箇

条番号 
b) 対応国際

規格の対

応する箇

条番号 

c) 箇条ご

との評

価 

d) JIS と対応国際規格との技術的差異の

内容及び理由 
e) JIS と対応国際規格

との技術的差異に対

する今後の対策 

1 1 変更 対応国際規格の温度の適用範囲は“ an 
arbitrary range”であるが，その範囲を明確に

するために，JIS B 7072-1 と同じ温度を適用

範囲とした。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

3 3 追加 用語の引用規格として，JIS Z 8120 を追加

した。 
国内の事情のため，追加

提案は行わない。 
3.4 3.4 変更 干渉法での温度可変容器には，対応国際規

格に記載されている“maintain to a preset 
temperature”の機能は不要であり，“任意の

速度で昇温及び／又は降温ができる機能”

が必要なため，定義を変更した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

4 4 削除 対応国際規格の“The derivation of ･･･,see 
Annex B.”は，干渉法には不要な記載なので，

JIS では削除した。 

次回 ISO/SR で削除を提

案する。 

5.1 a)，図 1，
8.1 及び 8.2 
b) 

5.1 a)，Fig. 1，
8.1 及び 8.2 b) 

変更 対象国際規格では，同じ測定方法である

“ Fizeau-interference ” と “ double-path 
interference”との二つの表現を用いており，

混乱を避けるため，“フィゾー干渉計（ダブ

ルパス干渉計）”の表現に統一した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

5.2 5.2 変更 対応国際規格の NOTE1 に記載されている

光源の照度に関する仕様は，要求事項のた

め，本文に移した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

5.4 e) 5.4 e) 変更 対応国際規格の説明において，指定する面

に誤りがあり，また，説明が足りない部分が

あるため，修正･追記した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

5.4 
図 2 

5.4 
Figure 2 

変更 対応国際規格の Figure 2 は不正確な断面図

であったため，投影図に変更した。また，図

1 での試料と 2 枚の平面板の設置状態の上

下関係，及び孔の有無を整合させるため修

正した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

5.7 5.7 追加，変更 対応国際規格の Annex D での検出器の波長

感度及び必要な階調分解能については，規

定とすべき内容のため，5.7 へ移し，検出器

に必要な階調が 10 諧調では不十分なため，

256 階調とした。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

6 a) 6 a) 追加 脈理，泡及び異物のグレードは ISO 12123 に

規定されているが，対応国際規格ではこの

ISO 規格を引用していないため，JIS では引

用するよう変更した。 

次回 ISO/SR で追加を提

案する。 
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6 a) 6 a) 変更 対応国際規格では，異物のグレードを

“IN30”と記載されているが，ISO 12123 に

は“IN030”と記載されているため，“IN030”
に変更した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

7 a) 7 a) 追加 対応国際規格では，装置への試料と平面板

との設置が単純に“place the specimen in the 
interferometric type measuring equipment”と説

明が不足しているため，設置状態について

の説明を加えた。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

7 c) 7 c) 変更 対応国際規格では，測定温度範囲と温度係

数とを求める温度範囲の関係が不明確なた

め，その関係を明確にした。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

8.3 8.3 削除 対応国際規格では一連の計算温度範囲

（−40 ℃～−20 ℃，−20 ℃～0 ℃，0 ℃～

20 ℃，20 ℃～40 ℃，40 ℃～60 ℃及び 60 ℃
～80 ℃）が記載されているが，これは規定

ではないので削除した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

8.3 8.3 追加 対応国際規格では，nabs(T1)及び nabs(T2)の説

明がないため追加した。 
次回 ISO/SR で修正を提

案する。 
附属書 B 
 

Annex B 
 

変更 対応国際規格では，式(B.5)の符号が間違っ

ているため，“－”を“＋”に修正した。 
次回 ISO/SR で修正を提

案する。 
附属書 F Annex F 変更 平面板については 5.4 で規定しており，その

内容と重複するため，a)～f)の記載を削除

し，平面板の例を図で示すだけの附属書に

し，“規定”を“参考”に変更した。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

附属書 G 
 

Annex G 
 

変更 対応国際規格では，式(G.2)の右辺が“T/t”
となっているが，簡略化のため試料の加熱

速度“β”を用いて式を変更し，記号説明及

び表 G.1 についても変更を加えた。 

次回 ISO/SR で修正を提

案する。 

注記 1 箇条ごとの評価欄の用語の意味を，次に示す。 
－ 削除：対応国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
－ 追加：対応国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
－ 変更：対応国際規格の規定内容又は構成を変更している。 

注記 2 JIS と対応国際規格との対応の程度の全体評価の記号の意味を，次に示す。 
－ MOD：対応国際規格を修正している。 

  

 




